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1. はじめに： 

液晶に色素をドープすることで、様々な効果が期待で

きることから色素ドープ液晶に関する研究が広く行わ

れている。ところが、色素分子が液晶分子の配向変化に

追随して配向を変化させるゲスト・ホスト効果について

は、液晶セル内部の色素分子の追随度合いや速度につい

て未だ不明な点が多い。そこで、本研究では、色素分子

の配向運動と液晶分子の配向運動について個別の情報

を得るため、電圧印加による配向変化で生じる複素屈折

率変化の実部と虚部をマッハツェンダー干渉計とロッ

クインアンプを組み合わせる[1]ことによって分離測定

することを目的とした。 

2. 実験方法・結果： 

サンプルとして、ネマチック液晶 E7に対して 2色性

色素 Disperse Blue14(DB14)を混合した色素ドープ液晶

セルを作製した。Fig.1に示す実験系のアーム 2の光路

上にサンプルを設置し、ファンクションジェネレータ

を用いて正弦波交流電圧を印加した。アーム 2の光路

を伝播させサンプルを透過した信号光と、アーム 1の

光路を伝播させた参照光をディテクター上で干渉させ

た。電圧印加で生じる複素屈折率の変化による変調信

号はロックインアンプの 2f モードにて検出すること

ができる。同時に、オシロスコープを用いて 2光波の

干渉光強度を DC 信号として測定した。移動ステージ

を用いてアーム 1の長さを変化させることで DC信号

と変調信号をアーム 1とアーム 2の光路差の関数とし

て測定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 に測定結果の一例を示す。本結果は、E7 に対

して DB14を 1 wt%混合した液晶相厚 6d  μmのサン

プルに対して最大値 3 V、周波数 200 Hzの正弦波交流

電圧を印加したものである。サンプルを透過した信号

光の振幅を sE 、サンプルを透過していない参照光の振

幅を rE とすると Fig.2(b)の DC信号は式(1)で、Fig.2(a)

の変調信号は式(2)でそれぞれ表される。 
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ここで は信号光と参照光の位相差であり、DC 信号

を式(1)にてフィッティングすることで、図 2の各測定

点における 2光波間の位相差を決定できる。さらに、

変調信号を式(2)にてフィッティングすることで、複素

屈折率変化はそれぞれ実部 3103.2 n 、虚部
5105 k と求められる。従って、電圧印加による

色素ドープ液晶の複素屈折率変化の実部と虚部を分離

して測定することができた。 
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Fig.2 DC signal and modulated signal 
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Fig.1 Measurement system 

 

第77回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2016 朱鷺メッセ (新潟県新潟市))15a-B5-4 

© 2016年 応用物理学会 11-305


